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通市の機掠化学分析の際に必要とされている検量線は ， XMfマイクロアナライザーによる X線強度
-680 ー
lt と合金 rll の元素f.;-有量に対しでも必要であるが，計算から求めた値と実験値は誤差 396以内で一致




ろ，チタン・銀合金系では 2 種類の金属問化合物が存在し，その一つはよく知られている TiAg 相








第 1 編はチタンクラッド鋼板の製造法に関するもので， 3 章からなっている。第 1 章は緒言でクラ
ッド鋼板の製造法を概観し， それらをチタンクラッド鋼板の製造に応用する場合の得失を論じてい






後の加熱泊度の最適値を求め， その結果ステンレスクラッド鋼板についての ASTM 規格に今格す
るような試作品を得た口またこれの前技法についても各積の試験を行なっている口






第 2 編はチタン・銀系の拡散過程の研究について述べたもので， 6 章からなっている。第 1 章は緒
論でチタンクラッド鋼板が高淵度で加工されることが多い関係上チタン銀系の拡散の研究が重要であ
ることを指摘し，実験の某礎になる X線マイクロアナライザーにおける定量補正法および銀チタン系
状態図について検討した結果を述べている。第 2 章 lこは研究に使った試料すなわち銀を中間層とした
鋼とチタンを合せた試料よび金属問化合物を検討するために作ったチタン銀合金等について述べてい
る。
第 3 章は実験法に関するもので， X線マイクロアナライザーの場合にはX線の取出し角， X線結晶
解析の場合には試料の熱処理の影響ーなどを考慮して定めた実験条件について述べている。
第 4 章は実験結果に関するもので，その第 1 節には第 1 章の考察に従って求めたチタンおよび銀に
対する検量線を挙げている。第 2 節にはX線マイクロアナライザーを使った実験結果を述べている。
すなわち加熱によりチタン銀問の濃度曲線に 3 つのプラトーが現われ，第 1 のプラトーは TiAg 相
に相当し加熱時間の増加に伴ないその巾の増加するのが認められた。第 2 のプラトーは 750口C以上の
加熱侃度で現われ，しかも場所によって現われたり，現われなかったりする乙とが認められた。第 3




第 5 章:は考察で，第 1 節には検量線の作成には害者の行なったように均質安定な TiAg 相のよう
な中間相を利用する乙とが有利であることを指摘している。第 2 í引には TiAg 相の成長が高祖度，
長時間の加熱で、止まるのは第 3 のプラトーの生成に起因するものであること，第 2 のプラトーは従来
の状態図に記載された Ti3Ag とは認め難く， Ti2Ag と見倣すべきであること，第 3 のプラトーはチ
タン・銀系の一次回溶体の溶解限と一致すると述べている。第 3 節では TiAg と第 3 のプラトーの
境界の不規則性について論じているが，種々の可能性について検討した結果，これは TiAg 相の成
長率の減少と第 3 のプラトーの生成とに関連した現象であると結論している。第 4 節にはX線解析の







乙なう原因となる TiAg 相の成長条件等を究明し，チタン・銀系の従来の状態図の誤りを正し， X
線マイクロアナライザーの定量補正についても知見を加え，工学的にも大きな貢献をなした。
以上のように本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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